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X射线荧光镀层厚度测量仪

向当地环保部门申请《辐射安全许可证》

Windows XP®, WORD®, EXCEL®,是微软公司的注册商标。

随着产品的改良有可能更改产品的规格、外观等。

* 表中未记载的金属或厚度，可向营业担当人员咨询。

检定片及检定薄膜(单位     )       

种类 规格

组成片(单位%)

    种类 组成

标准片(单位：μm)

种类    厚度

单层用

双层用

42Alloy

原材料及其表层

种类

标准薄膜(单位：μm)

种类 种类 种类厚度 厚度 厚度

FT标准物质列表
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Tel: +86-21-5027-3533  Fax: +86-21-5027-3733 

关于售后服务的咨询

TEL+86-21-5027-3533
随着产品的改良有可能更改产品的规格外观等

http://www.hitachi-hitec-science.com/  (日文)
http://www.hitachi-hitec-science.cn/     (中文)
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输入点 自动分割

历史
系列

「FT」是X射线荧光镀层厚度测量仪值得信赖的品牌

1978年株式会社日立高新技术科学在世界上率先推出了「X射线荧光微小面积镀层厚度测量仪SFT155」。

之后近30年的时间内，「FT」不但成为X射线荧光微小面积镀层厚度测量仪的代名词，也得到了世界

各地客户的信赖与支持，从而使得「FT」不断进步，不断发展。进入了21世纪后，本公司向客户推出

了适用于镀层厚度微小面积 高精密度测量的「FT9000系列」。

系列的历史

SFT155/156
首先在世界上推出了

使用X射线管球的台

式微小面积镀层厚度

测量仪。

SFT158

采用了适用于放置

线路板的大型样品

台。

SFT157系列

实现了设备的自动

校正，采用了用于

样品观察的CCD摄

像头，改良了操作

性能。

SFT7000系列

提高测量的自动化 多

功能化，安装了分离能

谱的数字滤波器。

采用了我公司自行开

发针对薄膜镀层的半

导体检测器。

SFT7005系列

为了对应超薄化镀层技

术采用了Be窗管球，用

于提高精度。

系列

由于采用了微聚焦

管球，实现了

φ50μm的准直器。

SFT9100
可放置大型样品，经济型机种。

系列
在SFT中首创75W高输出微小面积镀层厚度

测量仪，适用于超微小面积的测量。

SFT9200系列

作为SFT3000系列的后续机型，其硬

件与软件均十分完善。

SFT9500系列
采用X射线聚光导管，可实现纳米级薄膜的

高精度测量。

SFT9400系列
同时采用了比例计数管与半导体检测器。

SFT9500X系列
通过采用新型聚光导管，实现了约φ30μm光束，

可进行极微小区域的测量。

各领域的应用

可测量元素的组合案例

镀层
底材

不锈钢

42Alloy

铍青铜

磷青铜

黄铜

锌白铜

塑料

焊锡

陶瓷

焊锡 塑料

9000系列凝聚了历年来积累的技术

非破坏、非接触的X射线荧光
镀层厚度测量

X射线荧光镀层厚度测量是将X射线照

射在样品上，通过从样品上反射出的

2次X射线(X射线荧光)的强度来测量镀

层厚度的方法。

因为不与样品接触，并且照射的X射线

只有50-75W左右，所以不会对样品造

成损坏。同时，测量也可在10秒到几

分钟的短时间内完成。

从X射线荧光强度来测量电镀镀层厚

度时，一般使用标准曲线法。

此外，还有将X射线荧光的能量、强

度换算成镀层厚度的定量分析方法—

法)。

能在无铅焊锡等合金电镀及多镀层这

种非常复杂的测量中发挥其威力。

测量报告书软件

可以通过标准配置的微软Excel®软件

简单快速地将测量结果制作成测量报

告书，并进行打印。

FT结构图(9200)

测量主机部分 
X射线管 X射线电源

一次滤波器 1次X射线
计数回路

X射线快门

准直器 

放大器

检测器

彩色CCD
摄像头

X射线荧光

二次滤波器 样品

自动X-Y-Z样品平台

激光对焦功能

激励X射线

表层的荧光X射线
(激励法)

表层的荧光X射线

基底的荧光X射线
(吸收法)

表层厚度

双层镀层 三层镀层 合金镀层(组成比例)图1.从物质上反射出来的荧光X射线 图2.荧光X射线强度与镀层厚度的关系

基底的
荧光X射线

通过激光对焦，一次点击，准确对

焦。不会出现操作员的人为误差。

点击激光点的位置 对焦简便

防冲撞功能

在测量高低不一的样品时，设备可

以进行自动感应，防止样品与设备

机械部件的碰撞。

(9500L仅限软件控制)

原型号SFT从2013年10月起更改为FT

点&面与多点测量

用鼠标在样品观察画面的任何地方

上点击一下，样品台会自动移动到

所点击的位置。

另外，只要事先将测量位置的信息

储存到软件中，就可以通过自动样

品台进行

多点测量。

应用广泛的薄膜 法

测量报告书

荧
光
X
射
线
强
度

可测量

测量元素 原子序数22(Ti)-83(Bi)(原子序号21以下可用吸收法测量)

可测量范围 原子序数22-24:0.2-20μm
原子序数41-51:0.2-70μm

原子序数25-40:0.1-30μm
原子序数52-83:0.05-10μm

(可测量范围因机种或者元素会有不同)

可用吸收法测量(仅为单层) 可测量(误差10%-20%) 不可测量



FT9000系列产品

安装了双检测器的多功能机型

配有聚光导管的高精度镀层测量机型

X 射线荧光镀层厚度测量仪的标准机型

配有 75W 高功率 X 射线管、可测量微小区域的机型

FT9500系列/FT9500X系列

FT9400系列

FT9300系列

FT9200系列

「FT9200系列」继承了拥有30多年历史

及品牌的「FT系列」(操作性与可靠性共

存)的优点，并不断地发展，成为可对应较

广应用领域的X射线荧光镀层厚度测量仪

［标准机型］。

通过扫描样品可以自动检测触点及线路

板点面部分的测量

中心位置，并可准

确对定位。

「FT9400系列」安装有75W高功率X射线管与双检测器(半导体检测器+比例计数管)，能满足「薄膜镀层」「合金镀层」「超微

小面积测量」等电镀厚度测量需求。另外，「FT9400系列」在电镀厚度测量功能的基础上可以对不同材料进行定性分析及成份

分析。

X射线发生系统是X射线聚光系统(聚光导管)与X射线管相结合，从而在FT9500上产生光斑直径为Φ0.1mm以下高强度的X射线束。

在FT9500X中，我们开发了新型X射线聚光导管(单毛细管)，实现了FT史上最小的实际照射约为Φ30μm的高强度X光束照射。

为此，可以对以往由于X射线照射强度不足而导致无法得到理想精度的导线架、接插件、柔性线路板等微小零件及极薄镀层进行测量。

为满足测量超微小区域及高精度的需求，安装了「FT」史上最优秀的75W高功率X射线管。

快速地对应日益微小化的电子产品，更扩大了X射线荧光镀层厚度测量仪的应用。

因为安装了「FT」史上最优秀的75W高功

率X射线管，提高了X射线的产生效率，从

而实现了高精度的测量。特别是测量镀层

厚度的精度比以往机型高出约2倍。

所以在测量时间方面，只需过去1/4的时间

就可以得到相同的效果。

因为安装了新设计的高精度样品台，所以

可以简单地对微小区域进行对焦，从而减

轻操作者的工作压力。

在安装了高功率X射线管

的同时也安装了超小型

准直器。除了标准配置

的Φ50μm准直器，还有

测量微小区域的Φ15μm
准直器(选购件)可供选

择。另外，对应所选择准

直器的实际X射线光束照

射的尺寸大小，可以显示

在样品画面上。

配有高分辨率的半导体检测器(不需要液

氮)与高计数率的比例计数管，可根据不同

应用程序分别使用。特别是半导体检测器

可以辨别如Ni与Cu之类能量较为接近的元

素。具有以下特点：

在Ni/Cu与Au/Ni/Cu的情况下可以不使用

二次滤波器进行测量。

当线路板含Br时，可以不受Br的干扰对Au
电镀厚度进行高精度的测量。

可以测量0.01μm以下的超薄Au镀层。

A
u 

Lα
相

对
强

度

位置 (μm)

激发X射线
检测器

Au Lα线

Cu
Au

中心搜索软件

安装了75W高功率X射线管

高精度自动X-Y-Z样品平台与图

像处理软件的高速自动测量

双检测器(半导体检测器+比例计数管)

含有Au/Ni/Cu/Br线路板的能谱

半导体检测器

比例计数管

超微小型准直器

FT9500可以同时对纳

米等级的电子材料上

多镀层的各层厚度进

行测量，最多五层镀

层及组成。

因为采用了X射线聚光导管方式，所以可以得到以

往10倍以上的X射线强度，从而可以提高微小样

品的膜厚测量及有害物质测量的精度。

在进行薄膜测量时，高分辨率的检测器是必不

可缺的。FT9500的检测器不但可以达到高分辨

率而且可以实现高计数率。同时，由于使用了电

子冷却方式，所以无需液氮。

聚光导管方式
X射线聚光

Nika

Cuka

AuLa
BrKa

Nika
Cuka

AuLa
BrKa

Φ30μm高强度X光束照射

FT9500X作为聚光导管方式的镀层测量仪，可

进行最高达Φ30μm高强度X光束照射。

另外，与FT9500相比，仅相当过去约10%的照

射面积即可进行同等精度的测量。

FT9500系列                                   FT9500X系列

30μm

不需液氮的半导体检测器X射线发生系统采用了聚光导管

聚光方式

X射线
管

X射线
聚光导管 X射线

准直器

微小样品

准直器方式

薄膜FP
法软件

防冲撞
功能

激光
对焦           

高功率
X射线管         

自动测量
软件       

高精度
样品台    

中心搜索
软件     

激光
对焦       

测量报告
书软件      

防冲撞
功能         

图像处理
软件      

薄膜FP
法软件       

块体FP
法软件      

高功率
X射线管         

自动测量
软件       

半导体
检测器    

中心搜索
软件     

高精度
样品平台    

激光
对焦       

测量报告
书软件      

防冲撞
功能         

图像处理
软件      

薄膜FP
法软件       

块体FP
法软件      

自动测量
软件       

半导体
检测器    

中心搜索
软件     

高精度
样品台    

激光
对焦       

测量报告
书生成软
件      

防冲撞
功能       

图像处理
软件      

薄膜FP
法软件       

块体FP
法软件      

自动测量
软件

中心搜索
软件

测量报告
书软件

比
例
计
数
管

半
导
体
检
测
器

样品: Au(0.044μm)/Ni(0.192μm)/Cu

多镀层的厚度测量

主要产品规格

Au/Pd/Ni的镀层测量

样品：Au:7.2nm/Pd:15.5nm/Ni/Cu 导线架

测量条件

结果   20次测量

管电压 ：30kV

滤波器 ：无

测量面积 ：Φ0.1mm

测量时间 ：300sec

     Au厚度 Pd厚度

平均值 ：7.16nm  15.5nm

标准偏差 ：0.23nm 0.62nm

CV值 ：3.3% 4.0%

测 量 元 素

X 射 线 管

检 测 器

X 射 线 聚 光

X射线照射尺寸

样 品 观 察

对 焦

一次滤波器(电动切换)

X-ray Station

打 印 机

镀层厚度测量软件

定量分析软件

测 量 功 能

修 正 功 能

定 性 功 能

统计处理功能

报告生成功能

安 全 功 能

使 用 电 源

原子序数13 (Al)～83 (Bi)
管电压：50kV  管电流：1mA
半导体检测器(无液化氮)

聚光导管方式

CCD摄像头(带变焦功能)

电脑 (OS: Windows)
19英寸液晶显示屏

喷墨打印机(选购项)

薄膜FP法(最大5层、各层10种元素)

标准曲线法(单层、双层、合金镀层成分)

自动测量、中心搜索、图像处理

底材修正、已知样品修正

KLM标记功能、比较显示

配备MS-EXCEL®

配备MS-WORD®

样品门联锁

防冲撞功能

100V/15A 带地线的3孔插座

激光对焦

块体FP法、块体标准曲线法 无

选购项 有

Φ0.1mm Φ30μm



测量主机部分

光轴调整夹具

测量主机部分

样品平台尺寸

可 移 动 量

耐      重

测量主机部分

样品平台尺寸

可 移 动 量

耐      重

主体重量 主体高度 单位 主体重量 主体高度 单位

单位 单位

2100

1350 430

9200系列 9300系列 9400系列

小型空冷X射线管

W靶材

管电压：45kV  管电流：1mA  Be窗
一次滤波器：Al-自动切换

○型：Φ0.1、0.2、0.3mm
□型：0.2×0.05、0.05×0.2mm
选购项：○型：25,50μm  □型：25×200μm

二次滤波器：Co-自动切换

CCD固定倍率、卤素灯照明

选购项：倍率切换(最大130倍)

选购项：3档切换 9200: 10/40/70mm
9250: 10/25/40mm

单层、2层、2成分合金镀层·成分比同时测量、化学镍  

薄膜FP法(各种镀层：最大5层、各层10种元素)

选购项： 电镀液分析(块体标准曲线)

块体FP法(材料成分分析)

能谱匹配软件(材料辨别)

扫描(强度面分析多点显示)软件

X-ray Station

小型空冷高功率X射线管

CCD+变焦光学系统、卤素灯照明

○型：Φ0.05、0.1、0.2mm
□型：0.025×0.2、0.2×0.025mm
选购项：○型：15,25μm  □型：15×200μm

一次滤波器：Mo-自动切换

Mo靶材(工厂出货时选购项：W靶材 一次滤波器：Al)
管电压：50kV  管电流：1.5mA  Be窗

二次滤波器：无

比例计数管

自动校正(X射线强度、X射线能量)
比例计数管+半导体检测器(无液化氮检测器)

电镀液分析(块体标准曲线)

自动校正+手动校正

○ 型：Φ0.015、0.05、0.1、0.2mm

选购项：□型：50×50μm、25×300μm、25×400μm
装有样品门联锁、防冲撞的功能

有(激光对焦)

3档切换 9300: 10/40/70mm 3档切换  9400: 10/40/70mm

9350: 10/25/40mm 9450: 10/25/40mm
单层、2层、2成分合金镀层·成分比同时测量、化学镍

薄膜FP法(各种镀层：最大5层、各层10种元素)、块体FP法(材料成分分析)

选购项：

能谱匹配软件(材料辨别)

扫描(强度面分析多点显示)软件

底材修正、已知样品修正、手动输入修正

配备MS-WORD®、MS-EXCEL®(利用宏支持功能可自动生成测量报告书格式)、测量能谱或样品图像保存功能

电脑(OS: Windows)、19英寸液晶显示屏

喷墨打印机(选购项)

AC100V±10%, 7.5A, 50/60Hz, D类接地

*FT9355、9455中的Φ0.2mm准直器附带有Al滤波器

AC100V±10%, 7.5A, 50/60Hz, D类接地

1100

158kg

自动测量、中心搜索、图像处理(选购项) 自动测量、中心搜索、图像处理(选购项)

操作简便的X-ray Station

定性分析(能谱差) 块体FP软件 数据处理可以随心所欲
特定材料的能谱差波峰可以通过元素周

期表与KLM标线进行简单的辨别。

设备的状态可以通过监视画面进行监视，

当某部件发生异常时画面上会出现报警提示。

肉眼无法看到的X射线可以通过专用工具，

轻松简单地调整光轴。

可以测量焊锡等合金块体材料

中的成份。

FT系列标准配备有Excel®，Word®。

在Excel®中安装有统计处理软件，可随心

所欲地对测量结果、平均值、最大最小值、

CV值、CPK等进行统计处理。另外，报告

书软件可以自行生成附有样品画面的报告书。

统计处理画面

选    购    软    件

图像处理软件(9300, 9400, 9500, 9500X系列标准)

能谱匹配软件 扫描软件块体标准曲线软件
(对应电镀液)

对电镀部分形状进行图像记忆，

在自动测量时如果样品位置发生微小

的偏移，本软件可以进行自动修正。

并且可以准确高速地进行对位。

本软件可以从事先登录过的样品
的X射线能谱中辨别出与未知样
品最相近的样品。在辨别材料方
面十分有效。

本软件可以简单地测量电镀液中
主要金属的浓度。

本软件可以将经过面分析的
结果进行等高线、色彩分配
等处理，制作成立体画面。

参数的设定
(对电镀部分的形状进行辨别)

发现位置偏移

调整完成

位
置
调
整
中

设备状态监视 光轴调整软件

9200     系列
9300     系列
9400     系列
9500     系列
9500X   系列

FT9000系列中，4种机型来对应不同尺寸的
样品。

测量主机部分

样品平台尺寸

可 移 动 量

耐      重

测量主机部分

样品平台尺寸

可 移 动 量

耐      重

大型线路板型大型线路板型

电源箱(FT9500系列/FT9500X系列)

线路板型标准型

可与不同样品形状相匹配的

系列化产品

仅FT9550X

主体重量 主体高度 主体重量 主体高度

X射线管

滤波器

检测器

设备校正

准直器

准直器(选购项)

安全功能

样品图像对焦(自动对焦功能)

样品观察

焦点(WD)切换功能

兼容的应用软件

测量功能

打印机

使用电源

X-ray Station

报告生成功能

修正功能

二次滤波器：Co-自动切换

FT9000
系列

共通选购件

X射线管(W靶材)
(9300、9400系列)

操纵杆控制器

Au极薄镀层测量用滤波器

(9200、9300系列)

 二次滤波器(Co,Ni,其他)
电镀液样品容器

操纵杆控制器 电镀液样品容器

   (9200系列)

(9500系列)


